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本プ ロ ジ ェ ク トで は , 以下 の 2 つ の プ ロ ジ ェ ク トを同時進行 させ ,高い信頼性 を持 つ 軽量材料
の 開発 とそ の 性能評価法を目指 した｡
プロ ジ ェ ク ト1
ナノ ス ケ ー ル 組織を有す る軽量材料の ナ ノ構 造解析に対す る組織制御 と力学的性質解析手法
の確立
本 プ ロ ジ ェ ク トで は ,第 一 に新たな高信頼性 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 開発 の た め,合金 開発 を行
っ た｡ 本 プ ロ ジ ェ ク ト遂行の た め にア シ ュ ウ ト大学の M ahm o ud AbdeトFattab Gaber教授 を昨
年度 4 ケ月 間 , お よび今年度 2 ケ
~
月 間招聴 し, 従来デ ー タ の検討, 新合金 の ラボ実験, 及び
ア ル ミ 製造 メ ー カ ー と の 小 規模実験 の 結果,新 し い 自動 車用 合金 と して 注 目 され て い る
Al- Mg-Si合金 にお い て , 粒界近傍 の 強度を安定させ る こ とが でき る元 素を添加 した合金 を作
製す る こ とに成功 し,安全性 を保 障す る均 一 伸び を改善 した｡ こ の 新合金 は , 従来合金 に 比較
して強度と伸び が向上 し, とく に均 一 伸び が約 2倍改善され た｡ 新合金 と従来合金 を引張り
試験に よ っ て破断 させ ると, 従来合金 で は荷重 を吸収 せず粒界破壊だ けで あり , 破断面近傍
で の み変形 の 程度が大 き い様子が 観察され た の に対 して , 新合金 で は粒 内破壊と粒 界破壊が
混在 して おり, 試験片全 面で 変形 の程度が 大き い こ とがわか っ た . 今回開発 された合金 で は ,
粒界近 傍の 析出組織 を増加 させ , 粒界近傍 の 変形 を抑制 した こ と に加 え , 析 出物 の 性質そ の
も の も変化させ て い る こ とか ら,､ 粒 内 の 変形 が助長され , そ して 伸び が 改善された と考えら
れ た｡
特許 出願: 特願 20 04-104 490 ｢低温焼付 け硬化性お よび成形性に優れるア ル ミ ニ ウム 合金
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プロ ジェ ク ト2
ナ ノ ス ケ ー ル 組織を有する軽量材料 の ナ ノ 構造解析に対する 走査型 電子顕微鏡法 に よ る解析
手法 の確立
本 プ ロ ジ ェ ク トで は ,プ ロ ジ ェ ク ト1 で 開発 した合金中の 微細な金属 間化合物 の検出 を行う装
置 の 開発 を目指 した ｡ 昨年度, LudekFra nk教授, お よ び電子顕微鏡メ ー カ ー と の 共同研 究に
より低 エ ネ ル ギ ー 電子 の 検出器(S L E E M)を開発 ,作製 に成功 した｡ 今年度は本装置を図 1 に示
/1
すように既設 の 走査型電子顕微鏡(S E M)に取 り付 け, 得られ る画像の 精度とそ の性 能評価 を行
っ た｡ その 結果, 使用 した既設 の S E Mは通常の 汎用装置で あり , 高分解能仕様で は な い に も
か か わらず, 加速電圧 3kV の 2次電子像で は 24.5n m の分解能に 対 して , SL E E M検出器 で は
1 0.4n m の 分解能となり , 分解能が優れて い る こ とが わか っ た占 さらに絶縁体 の観察に お い て
非常に優れ た結果が得られた ｡ 図 2 は ア ル ミナ粒子 の 観察例 で ある ｡ 通 常絶縁体で は チ ャ ー
ジ ア ッ プ現象で , 画像が白く輝い て しま い 試料の 表面 に お け る情報が ほ とん ど得られなく な
る ｡ しか し, S L E E M検出器を使用す る と図 2 のよ うにア ル ミナ粒子 の 表面形態 の詳 細まで が
観察で きた ｡ こ の ア ル ミナ 粒子 は , 複合材料と して ア ル ミ合金 中に包 埋 され て い た も の で あ
り, 表 面に は反応性生物が観察され て い る が, そ の形状まで もが s L E E Mに よ っ て解明され
た｡
図 1 装着され た S L E E M検出器 図 2 ア ル ミナ粒子 の観察例
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